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1 Informacje o przedmiocie

Nazwa przedmiotu NANO-1_45TN - Krystalografia

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Kod przedmiotu WITCh NANO oIS D46 14/15

Kategoria przedmiotu Przedmioty specjalnościowe

Liczba punktów ECTS 3.00

Semestry 6

2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr Wykłady Ćwiczenia Laboratorium
Laboratorium
komputero-

we
Projekt Seminarium

6 15 0 0 30 0 0

3 Cele przedmiotu

Cel 1 Zapoznanie studentów z podstawami krystalografii strukturalnej i rentgenowskiej.

Cel 2 Wprowadzenie pojęć z zakresu sieciowej budowy kryształów oraz symetrii kryształów.Przedstawienie zagad-
nień związanych z dyfrakcją rentgenowską na sieciach przestrzennych kryształów (teoria Lauego i Bragów-
Wulfa).
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Cel 3 Praktyczne wykorzystanie rentgenografii dla ciał krystalicznych, polikrystalicznych i polimerów.

4 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Ukończony przewidziany programem kurs chemii nieorganicznej i/lub fizycznej.

5 Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Podstawowe pojęcia z zakresu wskaźnikowania krystalograficznego

EK2 Umiejętności Zastosowania sieci Bravaisgo i odwrotnej w prostych obliczeniach z zakresu krystalografii
strukturalnej

EK3 Umiejętności Umiejętność samodzielnego wyróżniania podstawowych elementów symetrii kryształów

EK4 Wiedza Znajomość zjawisk i warunków dyfrakcji promieni rentgenowskich na sieci krystalicznej oraz ich
praktycznego zastosowania do analizy ciał polikrystalicznych.

6 Treści programowe

Wykłady

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1 Zapoznanie studentów z podstawami krystalografii strukturalnej i rentgenowskiej. 5

W2
Wprowadzenie pojęć z zakresu sieciowej budowy kryształów oraz symetrii
kryształów. Przedstawienie zagadnień związanych z dyfrakcją rentgenowską na
sieciach przestrzennych kryształów (teoria Lauego i Bragów-Wulfa).

8

W3 Praktyczne wykorzystanie rentgenografii. 2

Laboratorium komputerowe

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

K1 Elementy symetrii kryształów 5

K2 Wyznaczanie rozmiarów komórki elementarnej i jej zawartości 10

K3 Analiza dyfraktogramów proszkowych 15

7 Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady

N2 Konsultacje
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N3 Dyskusja

N4 Prezentacje multimedialne

8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności
Średnia liczba godzin

na zrealizowanie
aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 0

Konsultacje przedmiotowe 2

Egzaminy i zaliczenia w sesji 0

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 30

Opracowanie wyników 13

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 0

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta 45

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 3.00

9 Sposoby oceny

Ocena formująca

F1 Kolokwium

F2 Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego

Ocena podsumowująca

P1 Średnia ważona ocen formujących

Ocena aktywności bez udziału nauczyciela

B1 Ćwiczenie praktyczne

Kryteria oceny

Efekt kształcenia 1

Na ocenę 2.0 posiadanie wiedzy w zakresie zdefiniowanym Efektem Kształcenia 1 poniżej 50%

Na ocenę 3.0 posiadanie wiedzy w zakresie zdefiniowanym Efektem Kształcenia 1 50%
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Na ocenę 3.5 posiadanie wiedzy w zakresie zdefiniowanym Efektem Kształcenia 1 55%

Na ocenę 4.0 posiadanie wiedzy w zakresie zdefiniowanym Efektem Kształcenia 1 65%

Na ocenę 4.5 posiadanie wiedzy w zakresie zdefiniowanym Efektem Kształcenia 1 75%

Na ocenę 5.0 posiadanie wiedzy w zakresie zdefiniowanym Efektem Kształcenia 1 powyżej 80%

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0 posiadanie wiedzy w zakresie zdefiniowanym Efektem Kształcenia 2 poniżej 50%

Na ocenę 3.0 posiadanie wiedzy w zakresie zdefiniowanym Efektem Kształcenia 2 50%

Na ocenę 3.5 posiadanie wiedzy w zakresie zdefiniowanym Efektem Kształcenia 2 55%

Na ocenę 4.0 posiadanie wiedzy w zakresie zdefiniowanym Efektem Kształcenia 2 65%

Na ocenę 4.5 posiadanie wiedzy w zakresie zdefiniowanym Efektem Kształcenia 2 75%

Na ocenę 5.0 posiadanie wiedzy w zakresie zdefiniowanym Efektem Kształcenia 2 powyżej 80%

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0 posiadanie wiedzy w zakresie zdefiniowanym Efektem Kształcenia 3 poniżej 50%

Na ocenę 3.0 posiadanie wiedzy w zakresie zdefiniowanym Efektem Kształcenia 3 50%

Na ocenę 3.5 posiadanie wiedzy w zakresie zdefiniowanym Efektem Kształcenia 3 55%

Na ocenę 4.0 posiadanie wiedzy w zakresie zdefiniowanym Efektem Kształcenia 3 65%

Na ocenę 4.5 posiadanie wiedzy w zakresie zdefiniowanym Efektem Kształcenia 3 75%

Na ocenę 5.0 posiadanie wiedzy w zakresie zdefiniowanym Efektem Kształcenia 3 powyżej 80%

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0 posiadanie wiedzy w zakresie zdefiniowanym Efektem Kształcenia 4 poniżej 50%

Na ocenę 3.0 posiadanie wiedzy w zakresie zdefiniowanym Efektem Kształcenia 4 50%

Na ocenę 3.5 posiadanie wiedzy w zakresie zdefiniowanym Efektem Kształcenia 4 55%

Na ocenę 4.0 posiadanie wiedzy w zakresie zdefiniowanym Efektem Kształcenia 4 65%

Na ocenę 4.5 posiadanie wiedzy w zakresie zdefiniowanym Efektem Kształcenia 4 75%

Na ocenę 5.0 posiadanie wiedzy w zakresie zdefiniowanym Efektem Kształcenia 4 powyżej 80%

10 Macierz realizacji przedmiotu
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Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegóło-
wych efektów

zdefiniowa-
nych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1
K_W07,

K_W09, K_U01 Cel 1 W1 K1 N1 N2 N3 N4 F1 P1

EK2
K_W07,

K_W09, K_U01 Cel 2 W2 K1 K2 N1 N2 N3 N4 F1 P1

EK3
K_W07,

K_W09, K_U01 Cel 1 Cel 2 W1 W2 K1 K2 N1 N2 N3 N4 F1 P1

EK4
K_W07,

K_W09, K_U01 Cel 3 W3 K3 N1 N2 N3 N4 F1 P1

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa

[1 ] Zygumnt Trzaska Durski/ Hanna Trzaska Durska — Podstawy krystalografii strukturalnej i rentgenow-
skiej, Warszawa, 1994, Wydawnictwo Naukowe PWN

[2 ] A. Kelly and G.W. Groves — Crystallography and crystal defects, London, 1970, Longman Group Limited

[3 ] M.M. Woolfson — An introduction to x-ray crystallography, Cambridge, 1970, Cambridge University Press

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę

prof. dr hab. inż. Zbigniew Żurek (kontakt: zzurek@chemia.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot

1 prof. dr hab. inż. Zbigniew Żurek (kontakt: zzurek@chemia.pk.edu.pl)

2 dr inż. Artur Jaroń (kontakt: aj@chemia.pk.edu.pl)

13 Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)
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